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DISCIPLINA: Metrologia I 

Vigência: a partir de 2010/1                      Período letivo: 3° semestre 

Carga horária total: 60h Código: SF3W3 

Ementa: Instrumentos de medição: paquímetros, micrômetros, relógio 
comparador e apalpador. Fontes de erros nas medições com micrômetros. 
Blocos-padrão. Instrumentos auxiliares de medição. Calibração. Conhecer 
normas de calibração para instrumentos e normas para certificação de 
equipamentos e de laboratórios.           

 
Conteúdos 
 
UNIDADE I – Instrumentos de Medição 

1.1 Paquímetros 
1.1.1 Definição e aspectos gerais de uso 
1.1.2 Tipos e características construtivas 
1.1.3 Aspectos operacionais 

1.2 Micrômetros 
1.2.1 Definição e aspectos gerais de uso 
1.2.2 Tipos e características construtivas 
1.2.3 Aspectos operacionais 

1.3 Relógio comparador apalpador 
1.3.1 Definição e aspectos gerais de uso 
1.3.2 Tipos e características construtivas 
1.3.3 Aspectos operacionais 

1.4 Blocos-padrão 
1.4.1 Definição e aspectos gerais 

1.5 Instrumentos auxiliares de medição 
1.5.1 Desempenos 
1.5.2 Réguas 
1.5.3 Esquadros 
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